Termoemisny elektronovy rastrovaci mikroskop s EDX analyzatorom

Funkcia a
vyuzitie

Termoemisny rastrovaci elektrénovy mikroskop na baze volframovej katédy. Pristroj
umozniuje pracu vo vysokom vdkuu v rezime sekundarnych elektréonov SE
(hodnotenie topografie povrchu vzorky) a spatne odrazenych elektronov BSE
(informacia o materidlovych rozdieloch povrchu vzorky). Taktiez je moznost hodnotit
topografiu povrchu vzorky aj v nizkom védkuu vdaka zabudovanému LVSTD
detektoru. Okrem topografie a materialového kontrastu je mozné analyzovat aj
chemické zloZenie skimanej vzorky prostrednictvom EDX detektora. Hodnotenie
vzorky je realizované v piatich mdédoch (Resolution, Depth, Field, Wide field,
Channeling mode) podla vyberu obsluhy pristroja. Software umoZznuje ziskanie
obrazu z SE a BSE detektorov individudlne alebo ich zmieSanim. Ustavenie vzorky

v komore je zabezpecené prostrednictvom motorizovaného stoléeka s odcitanim
polohy. Komora je vybavend kamerou na pozorovanie jej vnutra.

Technicka
Specifikacia

« EDX analyzator pre kvalitativnu a kvantitativnu analyzu vsetkych prvkov od Be po
Pu.

« Rezim vysokého aj nizkeho vékua, rozsah urychlovacich napati od 200 V do 30 kV.

« Automatické funkcie pre ziskanie optimdlneho obrazu: plynuld zmena zvacsenia,
urychlovacieho napétia a velkosti stopy dopadajuceho zvazku elektrénov na
vzorku, dalej zaostrovanie, korekcia astigmatizmu, jas, kontrast, rastrovacia
rychlost.

« Prevedenie UniVac pre hodnotenie vzorky v reZime nizkeho vékua, bez nutnosti
povlakovania a chladenia LN2.

Elektronova optika:

« Volfrdmova termoemisnd katdda.

o Rozlisenie 3 nm pri 30 kV v reZzime vysokého vakua.

o Zorné pole 40 mm dosiahnutelné pomocou technoldgie Wide Field Optics.

« Urychlujace napatie v rozsahu 200 V az 30 kV, nastavitelné spojité.

o Zvazkovy prud 1 pA az 2 pA.

Vakuovy systém:

« Vykonna turbomolekularna vyveva bez vodného chladenia, predvdkuum na baze
rotacnej olejovej vyvevy.

o Vysoké vakuum 9 x 1073 Pa, nizke vdkuum delené na podrozsahy: 3 az 150 Paa 3
az 500 Pa.
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« Zavzdusnovanie komory suchym plynom bez obsahu kyslika (technicky dusik).

o DriZiak vzoriek - minimalny rozsah pohybu: v osi X: 35 mm, Y: 35 mm, Z: 27 mm,
naklon 90°.

» Detektor sekundarnych elektrénov (SE) na baze Everhart-Thornley (YAG krystal).

« Vysuvatelny kruhovy detektor odrazenych elektrénov - YAG krystal s
fotondsobi¢om, rozliSenie atémového ¢isla 0,1.

« IC TV kamera pre pozorovanie komory po¢as navadzania vzorky pod vakuom.

« Technoldgia SSD - termoelektrické chladenie bez nutnosti chladenia dusikom.

« Analyza vzorky: v bode, pozdl? ¢iary a na ploche, mapovanie, kvantitativna
analyza.

« Meranie rozmerov Castic, meranie uhlov, pléch, kruznic a pod.

« Nastroje na spracovanie obrazu - zakladné korekcie: kontrast, jas, ostrost a pod.

« Moznost 3D zobrazenia anaglyfického pohladu na redlnu topografiu vzorky v
realnom Case, pozorovanie v rezime SE.

Model

Mikroskop: VEGA 3; TESCAN
EDX analyzator: x-act; Oxford Instruments
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